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项目名称 
半导体电学性能综合测试仪配件-多频率电容单元 
(CVU)和远程前端放大器(RPM) /开关模块 

项目预算 23.2 万元 

项目背景

及单一来

源采购理

由 

河南大学物理与电子学院河南省智能微纳传感技术与应

用工程研究中心复合能量捕获与极化光电器件课题组近几年

围绕高效能源存储与转换关键材料、纳米发电机的设计及制

造、二维材料的光电性能优化、铁电材料的阻变行为和铁电场

效应晶体管等的研究工作，获批了国家自然科学基金、河南省

科技厅科技攻关项目等省部级以上科研项目，现有的测试设备

已经不能满足研究生培养、实验室发展和学科学位建设的需

要，迫切需要拓展新的研究方法和研究手段。为进一步提升在

半导体材料与器件领域的研究水平并拓展它们在电子学器件

领域的应用，促进学科、学位点和研究型学院建设，进一步提

高研究生培养质量，我们迫切需要增置 CVU 模块和远程前端

放大器(RPM)/开关模块，要求该设备主要技术指标如下： 
1) CVU 用于扩展半导体静态参数分析仪对于材料及半导体的

电学综合性能测试，可实现扩展电容-电压 (C-V)特性。 
2) RPM 用于提高超快脉冲 I-V 测量精度。 
3) 同时可对输出的 I-V 测量、C-V 测量和超快速脉冲 I-V 
测量之间自动切换。 
4) C-V 测试的频率范围：1 K-10 MHz；可测量 Cp-G, Cp-D, Cs-
D, R-jX, Z-theta 等参数；信号输出电平范围 10 mV rms - 100 
mV rms，分辨率 1 mV；直流偏置电压范围:±30 V；差分模式

可达最大 60 V。 
5) 扩展脉冲电流测量范围: (10 mA, 1 mA, 100 μA, 10 μA, 1 μA, 
100 nA)。  
6) 实现直流 IV、脉冲 IV、CV 模块之间不用换线的自动切换。 

为了进一步提取半导体中的物理量，需要对二极管、电容

器和场效应晶体管进行 C-V 测量。同时，提升脉冲测试单元

的测量精度，可对输出的 I-V 测量、C-V 测量和超快速脉冲 
I-V 测量之间自动切换。经我们充分调研，只有 TEKTRONIX 
4215-CVU 和 4225-RPM 满足我们的需要。该半导体电学性能

综合测试仪配件的稳定性、技术先进性得到广大科研界用户的

一致认可。在已购置的泰克科技(中国)有限公司半导体电学性

能综合测试仪主机（配备有直流源测量单元和脉冲测试单元）

的基础上，考虑到此次购置配件和主机的兼容性，只能使用原

厂配件，因此需要申请单一来源采购方式，拟由泰克科技(中
国)有限公司指定郑州达航科技有限公司提供该设备。 












